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Дифракционная решетка является основным оптическим элементом в различных спектральных оптических приборах, таких как монохроматоры и спектрографы, предназначенные для научных исследований и производственных нужд. Дифракционные решетки используются для выделения заданной длины волны или для сканирования в данной спектральной области в различных спектральных оптических приборах.

Таким образом, важно уметь получать информацию о геометрических параметрах решетки (т.е. угол “блеска” и плотность штрихов, определяющие дисперсию, дифракционную эффективность и спектральную область, в которой решетка имеет максимальную дифракционную эффективность). С помощью методов микроскопии и профилометрии: атомно-силовая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия, конфокальная лазерная микроскопия и оптическая профилометрия, рассмотрены различные дифракционные решетки, измерены их геометрические параметры: в зависимости от плотности штрихов (микронные, нанометровые) применяются разные методы микроскопии и профилометрии. Метод оптической профилометрии обладает максимальной производительностью, но имеет предел разрешающей способности, в то время как сканирующая туннельная микроскопия имеет высокую разрешающую способность, но малую локальность анализа.
При изучении зависимости метода исследования от параметров решетки и проведении сравнительного анализа была разработана методика выбора наиболее оптимального, применимого к широкому спектру дифракционных решеток.
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